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RINGKASAN

RATU BALQIS. Pendugaan Umur Simpan Metode Accelarated Shelf Life Test
(ASLT) Dengan Pendekatan Arrhenius Pada Produk Wafer Flat di PT JMS (Shelf
Life Estimation of Wafer Flat Products Using ASLT Method with Arrhenius
Approach at PT JMS). Dibimbing oleh ANDI EARLY FEBRINDA.

PT JMS merupakan industri pangan yang memproduksi produk wafer dengan
variap-rasa dan merk yang berbeda-beda. Wafer merupakan produk yang tergolong
beresiko rendah (low risk) namun mutunya sangat dipengaruhi oleh kondisi
lingkufigan seperti suhu dan kelembaban. Penentuan umur simpan pada produk
wafer flat sangat diperlukan guna mengetahui kelayakan dari produk yang akan
dikonsumsi sehingga konsumen dapat terhindar dari bahaya yang ditimbulkan.

Metode Accelerated Shelf Life Test (ASLT) dengan pendekatan arrhenius
pada @mumnya digunakan untuk menduga umur simpan produk pangan yang
kerusakannya banyak dipengaruhi oleh perubahan suhu. Penyimpanan dilakukan
pada sghu 27°C, 35°C dan 45°C dalam rentang waktu pengujian sebanyak 5 titik
(hari ke-0 penyimpanan, hari ke-7 penyimpanan, hari ke-14 penyimpanan, hari ke-
21pengimpanan, dan hari ke-28 penyimpanan). Pengamatan yang dilakukan
meliputi aroma, rasa, kerenyahan, dap_kadar air. Aroma, rasa dan kerenyahan
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Penetapan umur simpan berdasarkan pada ordo reaksi yang digunakan
dengaf’ membandingankan nilai R? ordo nol dan ordo satu pada setiap parameter.
Parameter aroma, rasa dan kadar air mengikuti reaksi ordo nol sedangkan untuk
parameter kerenyahan mengikuti reaksi ordo satu. Berdasarkan parameter aroma
produk wafer flat yang disimpan pada suhu 27°C, 35°C, dan 45°C berturut-turut
mencapai 28 hari, 30 hari dan 31 hari. Berdasarkan parameter rasa produk wafer
flat yang disimpan pada suhu 27°C, 35°C, dan 45°C berturut-turut mencapai 30
hari, 31 hari dan 32 hari. Sedangkan berdasarkan parameter kerenyahan
produk wafer f lat yang disimpan pada suhu 27°C, 35°C, dan 45°C berturut-
turut mencapai 59 hari, 64 hari dan 70 hari. Adapun, berdasarkan parameter kadar
air produk wafer flat yang disimpan pada suhu 27°C, 35°C, dan 45°C berturut-turut
mencapai 62 hari, 33 hari dan 22 hari. Pada suhu penyimpanan normal di suhu ruang
(27°C) parameter yang memiliki umur simpan terpendek adalah aroma produk yaitu
28 haH:

Parameter mutu yang pengujiannya dilakukan secara organoleptik memiliki
hasil yang tidak sesuai dengan prinsip pendekatan arrhenius dimana semakin tinggi
suhu Seharusnya semakin cepat laju reaksinya. Produk Wafer flat yang diproduksi
oleh perusahaan ini memiliki karakteristik krim berlapis tipis dimana penurunan
mutuidebih dominan disebabkan oleh penyerapan uap air pada kulit wafer, sehingga
lebih tepat jika menggunakan pendekatan kadar air kritis. Di samping itu, jika
menggunakan uji organoleptik maka kecukupan panelis uji harus memenuhi
minirmal 30 orang sedangkan pada pengamatan ini hanya tersedia 5 panelis.
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